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Цель работы: 
 

Аналитический обзор литературы 

по методам исследований 

параметров пленок нитрида 

алюминия 
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– рентгенострукурный анализ, 

который позволяет исследовать 

кристаллическое строение пленок 

AlN; 

 – оптические методы, позволяющие 

контролировать шероховатость и 

толщину пленок AlN;  
 

Основные методы исследования 

поликристаллических тонких пленок 

AlN:  
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Рождение рентгеноструктурного анализа  

  Макс фон Лауэ             Уильям Лоренс Брэгг      Уильям Генри Брэгг      

   (1879-1960)          (1890-1971)          (1862-1942) 

1912г.   - Открытие дифракции рентгеновских лучей на 

кристаллах CuSO4·5H2O (М. фон Лауэ, В. Фридрих, П. Книппинг). 

1913г. - Первые структуры кристаллов – кубические NaCl, алмаз, 

сфалерит ZnS и др. (У.Л. Брэгг, У.Г. Брэгг).   

Открытия этих ученых отмечены Нобелевскими 

премиями в 1914 г. (Лауэ) и 1915 г. (отец и сын Брэгги).   
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nλ = 2d sin                      

 (формула Брэгга-Вульфа, 1912)  

Основой рентгеновской спектроскопии высокого разрешения является 

закон Вульфа-Брэгга, который связывает длину волны рентгеновских 

лучей λ, отраженных от кристалла на угол θ (называется  углом 

скольжения) с межплоскостным расстоянием кристалла d.  



Рентгеноструктурное исследование  7 



Дифракционные методы 

1) Метод Лауэ; 

2) метод вращения кристалла; 

3) метод Дебая-Шеррера.  
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Блок-схема устройства РС-дифрактометров   9 



Информация из дифрактограммы 10 



Дифракционный максимум (рефлекс) 
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Метод качения 
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Оптические методы исследования 13 



Принцип работы интерферометра 14 





Образец Обнаруженные 

фазы 

Содержание фаз, mass% Параметры решетки, Ǻ РРазмер ОКР, нм d/d*10-3 Преимущественная ориентация 

n3 TiO2 26 а = 4.5462 

с = 2.9848 

- - - 

AlN 70 а = 3.2130 

с = 4.9814 

66 1.9 (001)   94% 

Примесь  - - - - - 

n4 TiO2 87 а = 4.4999 

с = 2.9553 

- - - 

AlN 12 а = 3.2130 

с = 4.9504 

24 2.3 (001)   66% 

Примесь  - - - - - 

n5 TiO2 82 а = 4.4866 

с = 2.9351 

- - - 

AlN 17 а = 3.2130 

с = 4.9988 

- - (001)   47% 

Примесь  - - - - - 

n6 TiO2 94 а = 4.551 

с = 2.9732 

- - - 

AlN 5 а = 3.2130 

с = 4.9308 

- - (001)   59% 

Примесь  - - - - - 



Выводы 

1) В данной работе был проведен 

аналитический обзор основных 

методов исследования пленок нитрида 

алюминия таких как 

•  рентгенострукурный анализ, 

•  оптические методы 

2) Также была получена рентгенограмма 

некоторых образцов пленок нитрида 

алюминия 

 



Рентгеноструктурные дифрактометры  

Bruker-d8-advance 
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Микроинтерферометр МИИ-4М. 
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